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С использованием вторично-ионного масс-спектрометра с двойной фокусировкой обратной геометрии изучены кластеры SinOm+, распыленные с поверхности Si ионами Xe+ при напуске кислорода на поверхность [1]. На основе исследований каналов фрагментации SinOm+ и расчётов их энергий диссоциации в рамках моделей «испарительного ансамбля» [2] и теории РРК [3] на основе измерений спектров кинетических энергий осколочных ионов, образующихся при распаде распыленных кластеров SinOm+, предложены возможные структурные схемы данных кластерных катионов. Сделан вывод, что структуры положительно заряженных SinOm+ сходны со структурами нейтралей той же стехиометрии [4] и имеют отличия от соответствующих распыленных анионных кластеров оксида кремния [5]. 
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